Z Fraunhofer E

IPM

F-Scanner 2D
Bildgebende Reinhelt
Beschichtungsprutung

100-Prozent-Kontrolle im Labor oder in der Linie

Die Laserscanner der Reihe F-Scanner 2D von Fraunhofer IPM ermaéglichen die voll-

standige und raumlich hochaufgel6ste Prifung von Sauberkeit und Beschichtungsqua-

litdt von Bauteilen. Der F-Scanner 2D wird in zwei Varianten fir den Einsatz in Quali-
tatssicherungslaboren und im Produktionsumfeld sowie Inline-Bereich ausgelegt.

Hochaufgel6stes Fluoreszenzbild
der Bauteiloberflache

Wie alle Systeme der F-Scanner-Familie basiert
auch der F-Scanner 2D auf dem Prinzip der
Fluoreszenzmessung. Das Messgerat macht
organische Schichten und selbst geringste
Rickstande auf metallischen Oberfléachen
sichtbar und quantifizierbar. Im Gegensatz
zum Linienscanner F-Scanner 1Dc rastert der
F-Scanner 2D die Bauteiloberflache vollstandig
ab, ohne dass das Bauteil Uber oder unter dem
Scanner bewegt wird. Die vollflachige Prifung
wird durch eine zweite Ablenkeinheit im Inne-
ren erreicht, die das gesamte Scanfeld je nach
gewdunschter Auflésung in ca. 5 bis 50 Sekun-
den Uberstreicht. Die Erfassung der Messwerte
erfolgt synchron zur Scanbewegung. Eine
Software setzt die Millionen Einzelmesspunkte

zu einem hochaufgeldsten Fluoreszenzbild der
Bauteiloberflache zusammen. Dieses Bild zeigt,
wo und in welchen Mengen sich organische
Ruckstande oder Beschichtungen auf der Bau-
teiloberflache befinden.

Reinheitsprifung und
Prozessoptimierung

Moderne Flige- und Beschichtungsverfahren
wie Kleben, Laserschwei3en, Galvanisieren
oder Plasmabeschichten stellen mitunter sehr
hohe Anforderungen an die Sauberkeit der zu
verarbeitenden Bauteile. Mithilfe der Kombi-
nation von Lasertechnik und duBerst empfind-
lichen Detektoren weisen die F-Scanner von
Fraunhofer IPM organische Kontaminationen,
wie z. B. Riickstande von Schmierstoffen,
Korrosionsschutz oder Trennmitteln nach — bis

Vorteile auf einen Blick

= Ortsaufgeldste 100-Prozent-
Analyse von Oberflachen

= Hohe Auflésung und
Tiefenscharfe

® Augensicheres Gehduse
(Laborvariante)

= Automatisierte
Bildverarbeitung

= Digitale Dokumentation fir
die Qualitatskontrolle

= Vollstandige
CE-Dokumentation
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hinab zu Schichtdicken von wenigen Nanometern. Durch die
Bildgebung werden qualitatskritische Bereiche untersucht und
problematische Stellen gezielt identifiziert. Uber die Prifung
der Bauteilsauberkeit hinaus kénnen dabei haufig auch Rick-
schlisse auf Probleme im Fertigungsprozess gezogen werden.

Auf der gleichen messtechnischen Grundlage wie die Reinheits-
prifung funktioniert auch die Beschichtungsprifung mittels
F-Scanner. Die Methode eignet sich fir nahezu alle Schichten
mit organischen Anteilen. Auch hier lassen sich neben der
Beurteilung der Beschichtungsqualitat etwaige Probleme im
Prozess identifizieren.

MaBgeschneiderte Priifsysteme fiir Labor und Linie

Fur Labor-Anwendungen wird die Basisvariante des

F-Scanners 2D standardmaBig mit einer Probenkammer ausge-
stattet, welche die Lasersicherheit gewahrleistet (Laserklasse 1
flr das Gesamtsystem). Die GroBe dieser Kammer definiert

u. a. das maximale Sichtfeld des Systems und wird an die unter-
schiedlichen Anwendungen wie z. B. die Priifung von Bauteilen

Typische Systemeigenschaften F-Scanner 2D

Fluoreszenz-Anregung Typ. 405 nm

Lasersicherheit Laserklasse 1 (inkl. Probenkammer)

Laserklasse 3b (Scan-Einheit)

Offnungswinkel 40°

Arbeitsabstand typ. 40 bis 80 cm

Sichtfeld Typ. 30 x 30 cm? bis 60 x 60 cm?
Geschwindigkeit 50 bis 100 Linien pro Sek.
Auflosung Typ. 250 = 500 pm

SystemmalBe (L x H x B) 70 x 60 x 55 cm?

Nachweisgrenze Typ. < 0,019/ m?

Prozesshilfsstoffe wie Ole, Fette,
organische Beschichtungen

Detektierbare Substanzen

unterschiedlicher GréBe oder ganzer Warentrager angepasst.
StandardmaBig werden Probenkammern mit einer Héhe von
40 bis 80 cm und Sichtfeldern im Bereich von 30 x 30 cm? bis
60 x 60 cm? angeboten.

Die robuste Industrievariante des F-Scanners 2D fir die Pru-
fung im Produktionsumfeld verfligt Uber ein staubdichtes und
spritzwassergeschiitztes Gehause und Temperaturstabilisie-
rung. MaBgeschneiderte Datenverarbeitung und Schnittstellen
ermdglichen die Einbindung des Systems in Prozesse sowie IT-
und Sicherheitsinfrastrukturen. Fir die 100-Prozent-Prifung in
Serienprozessen mit hohen Stlickzahlen kann bei diesem Modell
darUber hinaus die Scan-Einheit vollstandig in die Produktions-
anlage integriert werden.

Fir die Prifung sehr groBer Objekte oder bei besonders
kurzen Taktzeiten steht als Alternative zum F-Scanner 2D der
F-Scanner 1Dc zur Verfligung. Im Gegensatz zum statischen
F-Scanner 2D wird der Linienscanner F-Scanner 1Dc mithilfe
einer Linearachse oder eines Roboters Uiber die zu prifende
Oberflache bewegt.
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